1.Vymenujte vsetky 4 sucasti uplneho vysledku merania.

Skutocna, namerana hodnota, chyba pristroja a nuly

2. Napiste dvojclenny vzorec pre hranicu chyby merania s pouzitim vsetkych chyb pre obidve zlozky.

Multiplikativna δm  ACH: Δm= δm.Xm/100            RCH: δm
Aditiva δa, n            ACH: Δa= δa.Xn/100 || n.r      RCH: δa.Xn/Xm   || (n.r/Xm).100

                                Δx= Δm+ Δa                             δx= δm+...

3. Nakreslite hranice relativnej chyby merania pristroja charakter……  triedou  presnosti v zavislosti od meranej hodnoty.
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4. Nakreslite blokovu schemu dvojkanaloveho analogoveho osciloskopu.
[image: image2.emf]
5. Ampermetrom s triedou presnosti 0,2 sme na roysahu 1 A namerali prud 0,25 A. 
vypocitajte maximale zarucovanu absolutnu a relativnu chybu vysledku merania.

XM=kp*α = (XN/ αN)*100

Δx= (±Trpr* XN) / 100 (A,V)

δx= Δx / XM *100 (± %) ; X= XM ± Δx
6. cislicovzm voltmetrom s presnostou deklarovanou vztahom +-(0,2% y udaja + 0,1% z rozsahu) sme na rozsahu 20 V namerali 15 V. vypocitaje maximalnu zarucovanu absolutnu a 
relativnu chybu vysledku merania.

výsledku merania

Δc= Δm + Δa= (δm*XM) / 100 + (δa*XN) / 100 ; δc=(Δc / XM)*100=

δm+ δa*(XN/XM) (%)

Δc= Δm + Δa= (δc* XM) /100 + Δa ; δm- údaj ; δa- rozsah
7. definujte konstantu analogoveho meracieho pristroja

Kp=XN/αN  (vel./d) (okamihova vychylka)
8. nakreslite vseobecnu schemu kompenzacnej metody  merania napatia. (NIE kompenzacny ACP)
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9. Napiste zakon prenasania chyb pre relativnu chybu nepriameho merania
[image: image4.emf][image: image5.emf][image: image6.emf]
10. Absolutna chyba rozdielu dvoch velicin je rovna:

Y=X1+-X2    ΔY= ΔX1+ ΔX2 
21. Vysvetlite kedy dochadza pri vzorkovani k prekryvani spektiera co to sposobuje

Ak vzorkovacia teoréma nie je splnená, dochádza k prekrývaniu spektier a pri rekonštrukcii zo vzoriek

dostaneme iný priebeh ako bol pôvodne. Na označenie tohoto javu sa často používa anglický termín 

aliasing. Na splnenie vzorkovacej teorémy sa pred vzorkovací obvod umiestňuje analógový 

dolnopriepustný filter, ktorý odstráni frekvenčné zložky signálu nad polovicou vzorkovacej frekvencie 

(protiprekryvný filter – antialiasing filter).

22. Vymenujte zakladne funkcie ktore musia plnit funkcne bloky elektronickeho osciloskopu

-blok obrazovky(CRT, zosilnovace na upravu signalov, horizontalny posun)

-vstupne obvody(vertical inputs, prepinac vazby vstupov, prepinac rozsahov)

-blok casovej zakladne, blok synchronizacie, el. prepinac

23. Vysvetlite funkciu casovej zakladne a bloku synchronizacie analogoveho osciloskopu

-casova zakladna: generovanie piloviteho napatia, time base, rychlost s/d, casova lupa

-blok synch.: spustanie behu casovaj zakladne, trigger

24. Kedy ovplyvnuje moznosti merania cislicovym osciloskopom rychlost AC prevodnika?

-pri merani v realnom case

25. Vymenujte druhy zdrojov (generatorov) signalu

-RC, funkcny, signalny a impulzny generator, generator lubovolnych priebehov, frekvecna synteza

26. Ktory generator sa pouziva pri merani frekvencnych charakteristik?

-RC generator
27. Co je to  ………………..   sa najcastejsie pouzivaju?

28. Vymenujte zakladne funkcie z ktorych ….. v jednej musi byt schopna pracovat kazda funkcna jednotka pripoj….na  na zbernicu OPM?

-vysielac(talker), posluchac (listener), riadiaca jednotka (controller)

29. Vymenujte druhy logickych  sond
staticky indikator stavu, dynamicky indikator stavu, dynamicky generator stavu, prudovy indikator

30. Nakreslite blokovu schemu logickeho analyzatora
[image: image7.emf]
31. Vymenujte funkciu rozpoznavaca slov v logickom analyzatore

-prechod z pociatocneho stavu do stavu pamatania, zistuje ci je log. 0 alebo 1ka

32. Ake sposoby zobrazovania pouzivaju v logickom analyzatore?
-zobrazenie len dvoch log. urovni, vela kanalov

-zber udajov: asynchronny, synchronny, pravidelne vzorkovanie, adaptivne vzorkovanie, 

sledovanie stavov, sledovanie zmien

-zobrazenia: timing diagram, zmiesany display, dissassembler, histogram stavov

33. Vysvetlite funkciu diagnostickeho pristroja Logicky komparator.
-porovnanie IO so zarucene dobrym IO, test v zivom zariadeni, prepojene vstupy, porovnava vystupy

34. Nakreslite amplitudovo-frekvencnu charakteristiku sinusoveho signalu.
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35. Porovnajte vlastnosti spektralneho analyzatora pracujuceho metodou FFT a selektivneho voltmetra (Wavemeter)

FFT spekt. anal. – vypocet spektier rychlou fur. tranfor., vyborna rozlisovacia schopnost, vzorkovacia 

                             teorema, prekryvanie spektier, rychlost ACP, sum ako testovaci signal
Wawemeter- selektivny voltmeter, jediny preladitelny PP filter, meranie jedinej frekvencnej zlozky, 

                      pevny filter lahsie realizovatelny, nastavenie len zmenou frekvencie oscilatora

36. Nakreslite blokovu schemu obvodoveho analyzatora (Network Analyzer)
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37. ake meracie pristroje sa pouzivaju na meranie optickych kablov?

-laserovy zdroj, opticky zoslabovac, opticky merac vykonu, opticky reflektometer
38. Ake veliciny sa meraju pri kontrole metalickych kablov? Uvedte aspon 4 z nich

-wire checking + continuity, attenuation, near end crosstalk, attenuation to crosstalk ratio,

  impedancia, time domain reflectometry

39. vysvetlite princip optickej reflektometrie

-je to meranie vlast. optickych vlakien, zavislost od vzdialenosti/miesta, meranie odrazeneho a rozptyl.

 vykonu vs. cas, parametre a vlastnosti: dynamicky rozsah, mrtva zona utlmu/udalosti/na zaciatku

40. Ktore parameter optickych reflektometrov urcuju rozsah ich pouzitia a rozlisovaciu 
schopnost?

-male vykony (spriemerovanie), dlhsi impulz=vacsi vykon (vacsi dosah, mensia rozlisovacia schopnost)

opakovacia frekvencia(rychlost spriemerovania), duchovia (dalsi impulz prilis skoro), 

ozveny (mezdi 2 vysoko odraznymi udalostami)

[image: image10.emf]-dynamicky rozsah:                                          rozlisovacia schopnost: velkost pamati zaznamu

41. vymenujte zakladne typy (skupiny) merani v telefonnej ustredniAlcatel 100 S 12
-meranie prevadzky (vseobecna statistika,ADL,detailne sledovanie,sledovanie za/pre tazenia procesorov)

-meranie HW (rutinne testy HW, diagnosticke testy HW, meranie kvality prenosovych ciest, testy ISDN)

